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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE -

Partie 2-1: Méthodes de mesure —
Capacité des matériaux et des produits
a dissiper des charges électrostatiques

AVANT-FROFOS

1) La €EI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation plisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj a CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les quest{on ans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI Normes
interhationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux ffavaux desquel é|national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations interngtionalée et non
gouMernementales, en liaison avec la CEl, participent également a bitement
aved I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), ntre les
deuX organisations.

2) Les flécisions ou accords officiels de la CEl concernant les g ésentent, dans Id mesure
du ppssible, un accord international sur les sujets étudiés, |étant donné que Ies yMmités nationaux inféressés
sont|représentés dans chaque comité d’études.

3) Les |[documents produits se présentent sgus ! i internationales. lls sontl publiés
comme normes, spécifications technique technigues\ou guides et agréés comme tels|par les
Comijités nationaux.

4) Dang le but d'encourager l'unification interndtionale, les\Cowités\ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facop transparente, dans toute la mesure possiplexles Norimes internationales de la CEIl dans leurs| normes
natignales et régionales. Toute divergence\ entke nor| de’la CEl et la norme nationale ou rggionale
corrgspondante doit étre indiqués 1 airs dansg cette derniere.

5) La CEI n’a fixé aucune procéd re conce nant e-Marquagel comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’es{ pas engagée quand a l'une de ses normes

6) L’attpntion est atjifde s éments de la présente Norme internationale peuvpnt faire
I'objét de droit de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
resppnsable de ne\pa Qits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencg

La Nofme internafi £l 64340-2-1 a été établie par le comité d'études 101 de |a CEl:

Electrgstatiqu

Le texte des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
101/138/FDIS 101/141/RVD

Le rapportde vote indiqué dans te tabteau ci-dessus donme toute informationm sur fe vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'anne

xe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A

cette d

¢ rec

ate, la publication sera
onduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

. am

endée.
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ELECTROSTATICS -

Part 2-1: Measurement methods -
Ability of materials and products
to dissipate static electric charge
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FOREVWORD
EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fo mprising
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The ob promote
hational co-operation on all questions concerning standardization in the efectrical and elds. To
lend and in addition to other activities, the IEC publishes International S ration is
sted to technical committees; any IEC National Committee interg ith may
Cipate in this preparatory work. International, governmental and no liaising
the IEC also participate in this preparation. The national
nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determingthby ag een the
rganizations.
formal decisions or agreements of the IEC on technical matters nearly as posgible, an
hational consensus of opinion on the relevant subjects (si sani mittee has repregentation
all interested National Committees
Hocuments produced have the form of/fecoxmm al ¥se and are published in the form
andards, technical specifications, i 9 ides and they are accepted by the |National
mittees in that sense.
der to promote international unificatio ittees undertake to apply IEC Intefnational
dards transparently to the maximum| exts POSS Ie in their national and regional standards. Any
gence between the |IECStandard and\the & national or regional standard shall b¢ clearly
ated in the latter.
IEC provides no macking\procedure_to ingi te its approval and cannot be rendered responsiblg for any
pbment declared to b Qrmi i aridards.
tion is dra lements of this International Standard may be thg subject
tent rights. EC ¢ q Id*responsjBle for identifying any or all such patent rights.
tional Standa fas been prepared by IEC technical committee 101
statics
kt of this stan
Report on voting
101/138/FDIS 101/141/RVD
orfation on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex

A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* rec

onfirmed;

* withdrawn;

. rep

laced by a revised edition, or

+ amended.
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INTRODUCTION

Les mesures du taux de dissipation des charges statiques appartiennent aux techniques de
mesure essentielles dans le domaine de I'électrostatique.

Pour les matériaux conducteurs homogenes, cette propriété peut étre évaluée en mesurant
les parameétres de résistance ou de résistivité.

Pour des matériaux dans la gamme dissipative ou isolante et spécialement pour les matériaux
a haute résistance y compris des fibres conductrices (par exemple, des textiles a grille
métallique) les mesures de résistance peuvent ne pas étre suffisamment fiables ou peuvent
ne pag fournir suffisamment dinformaiions et de ce fait, le taux de dissipation de kcharge
statiqule nécessite d'étre mesuré.

Pour beaucoup de matériaux non métalliques, tels que le plastique] &
dépend du champ électrique appligué pendant la mesure, c'e

de mesure qui utilisent des électrodes de contact. Ces pof ure du

taux de dissipation de charge.

®
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INTRODUCTION

Measurements of the rate of dissipation of static charge belong to the essential measurement
techniques in the field of electrostatics.

For homogeneous conductive materials this property can be evaluated by measuring
resistance or resistivity parameters.

For materials in the dissipative or insulative range and especially for high ohmic materials
including conductive fibres (e.g. textiles with a metallic grid), resistance measurements may
not be reliable enough or may not give enough information and the rate of dissipation of static

charge

For ma
applieq

needs to be measured.

resista[:]ce will show a non-linear dependence on applled test

proble
electro

s with spatial inhomogeneity with measurement
des. These points are covered by measuring the rate

3

on the
ent of
e also
tacting
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ELECTROSTATIQUE -

Partie 2-1: Méthodes de mesure —
Capacité des matériaux et des produits
a dissiper des charges électrostatiques

1 Domaine d'application

Elle cq
détaille

2 Ré

Les d

es pour des applications spécifiques.

férences normatives

docum{
amendements).

CEl 6
contre

ISO 2
Introdd

ISO/TH
Spécifi

3 Dé

Pour I

3.1

R 13425:1
rations

ide pour laksélestio’ des méthodes statistiques en normalisatio

finitio

dela présente partie de la CEI 61340, les définitions suivantes s'appli

décroi
migrat

sance de lacharge

d'essai

résent
drences
bntuels

niques

rtie 0:

n et en

quent.

on‘de charge a travers un matériau conduisant a une réduction de la densité de

charge

ou du potentiel de surface au niveau de Ta zone ou a €té deposée Ta charge

3.2

constante de temps de décroissance de la charge
temps nécessaire pour que la densité de charge locale ou le potentiel de surface baisse a 1/e
de sa valeur initiale (e étant la base des logarithmes naturels 2,7183)

3.3

moniteur a plaque chargée (CPM)
instrument équipé d'une plaque de métal chargée d'une capacité et d'une géométrie données
et qui est déchargée afin de mesurer les propriétés de neutralisation/dissipation de charge
des produits ou des matériaux

1 Pour

I'interprétation de cette publication voir la CEl 61340-5-2 citée en bibliographie.
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ELECTROSTATICS -

Part 2-1: Measurement methods —
Ability of materials and products
to dissipate static electric charge

1 Scope

This p
charge

It incly
applicg

2 Nc

The fo
For da
of the

IEC 6
electrg

ISO 2§
the 1S(

ISO/TH
specifi

3 De

For thq

3.1

charge¢ decay

brt of IEC 61340 describes test methods for measuring the rate off
of insulating and static dissipative materials and products.

des a generic description of test methods and detailed tes
tions.

dbrmative references

static phenomena — General requirements
59-0:1995, ( > o% joh by attributes — Part 0: Introdud

R 13425:19
cation

finitions

C 61340, the following definitions apply.

migrat

surfacg potential at the area where the charge was deposited

ory of‘charge across or through a material leading to a reduction of charge der

3.2

charge decay time constant
time required for the local charge density or surface potential to fall to 1/e of its initial value (e
being the base of the natural logarithms 2,7183)

3.3

charged plate monitor (CPM)
instrument using a charged metal plate of a certain capacitance and geometry which is going
to be discharged in order to measure charge dissipation/neutralization properties of products
or materials

1 For the interpretation of this publication see IEC 61340-5-2 given in the bibliography.

If static

pecific

ument.

edition

from

tion to

bn and

sity or


https://iecnorm.com/api/?name=11ad5f1302f78e70ba6c969fd554ef43

-10 - 61340-2-1 O CEI:2002

3.4
effet de couronne
production d'ions de chacune des polarités par un champ électrique élevé

3.5

matériau dissipatif

matériau qui permet a la charge de migrer sur sa surface et/ou a travers son volume en un
temps qui est court comparé a I'échelle de temps des actions créant la charge ou a la période
de temps dans laquelle cette charge cause un probléme électrostatique

3.6
isolatgur

matérigu a mobilité de charge trés faible de sorte que toute charge su
la ménpe place pendant une longue période de temps

eure a

4 Methode de mesure de décroissance de la charge

4.1 Principes

Deux méthodes sont décrites.

La premiére méthode détermine la dissgipation g 2 sée sur la surface du mptériau
par un|effet de couronne. On observé\la dimin de{potentiel| de surface qui en résplte au
moyen|d'un mesureur de champ ou d'un\é > alent/ Cette méthode est applicable
a la me¢sure de la dissipation de charge - s.et les matériaux.

La seg i a—alissi harge provenant d'une plaque chdrgée a
traverg z tant la
source n d'un
mesurg¢ur de champ ou d' eqlivalent. Cette méthode est applicable a la mesure
de dis utils a
main.

NOTE ici (par
exemplg

4.2

Les pr bsorp-
tion d'humidité

L'atmopphére pour le conditionnement et les essais doit correspondre a 23 °C =
+ 3 % Bhumiditerelative—Saut-spescificat & A

LLAZLREEA= R R PeTTe

essais doit étre de 48 h au moins .

2°Cdt12 %
entavant les

on-contraira la tamne Aa ~anAitinnAA
rfoH—Cor ot HOt A2

T T pPo—Ot—T TOTTT e

Pour les mesures dans des situations pratiques, la température ambiante et I'humidité relative
doivent étre enregistrées.

Pour les mesures en laboratoire, les matériaux doivent étre nettoyés en suivant les
instructions du fabricant. Les matériaux utilisés pour le nettoyage et la méthode doivent étre
consignés.

Pour les mesures dans des applications pratiques ou installées, les matériaux doivent étre
soumis a l'essai sans aucun nettoyage "spécial". Si le nettoyage fait partie du processus, par
exemple, le lavage de vétements, il convient de relever les mesures avant et aprés le
nettoyage la ou cela est pratique. Les matériaux et la méthode utilisés pour le nettoyage
doivent étre consignés.
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corona
generation of ions of either polarities by a high electric field

3.5
dissip

ative material

material which allows charge to migrate over its surface and/or through its volume in a time
which is short compared to the time scale of the actions creating the charge or the time within
which this charge will cause an electrostatic problem

3.6

insuIaLor

materi@l with very low mobility of charge so that any charge on the supfq emain there
for a Igng time

4 Method of measurement of charge decay

4.1 Principles

Two methods are described.

The firgt method determines the dissipation of ¢ aterial
by a ¢orona discharge. The resultipg sing a
fieldmeter or other equivalent equip ) ent of
chargg dissipation on surfaces and materials.

The sgcond method deter mes the d'SSI igh an
object lunder test by apg ; oltage
sourcel and observing Te plate by means of a fieldmeter ofr other
equivalent equipment. 2’to measurement of charge dissipat/on via
produdts such as $ge

NOTE [There are mo : rge naterials other than the charging methods described here (for pxample
tribochafging or inductive y gt relevant for this standard.

4.2 Enviropmental\cor

The el¢ct erials vary with temperature and the absorption of moistiire.
The atmosp conditioning and testing shall be 23 °C + 2 °C and 12 % = 3 % felative
humidify. The-eonditioping time prior to testing shall be at least 48 h, or as otherwise agreed.
For mgasurements in practical situations the ambient temperature and relative humidifly shall

be recorded.

For laboratory measurements, the materials shall be cleaned according to the manufacturer’s
instructions. The materials used for cleaning and the method shall be reported.

For measurements in practical or installed applications, the materials shall be tested without
any “special” cleaning. If cleaning is part of the process, for example, washing of garments,
measurements should be taken before and after cleaning, where practical. The materials and
the method used for cleaning shall be reported.


https://iecnorm.com/api/?name=11ad5f1302f78e70ba6c969fd554ef43

4.3
431

NOTE Toutes les dimensions sont nominales.

Appareillage pour I'utilisation de la charge a effet couronne

- 12 -

Caractéristiques de conception physique

61340-2-1 O CEI:2002
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Légende

1
2
3

4
5
6

7

Cercle de pointes a effet couronne de 10 mm de diamétre

Ouverture de mesure du mesureur de champ

Plague mobile:

Dimensions en milllimétres

- plaque isolante: pour monter les pointes a effet couronne (la résistance
d'isolement par rapport a la terre > a 10" Q)

- surface supérieure reliée a la terre: pour blinder le mesureur de champ

Boitier relié a la terre
Echantillon

Renfort ouvert blindé
Support d'isolation

Figure 1 — Exemple d'une disposition pour la mesure de dissipation de charge

utilisant la charge par effet couronne
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4.3 Apparatus for using corona charging

4.3.1 Physical design features

3
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N
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NG ) %Tw i

X 5

50

IEC 1582/02

Dimensions in millimetres

Key

10 mm diameter circle of corona points

Fieldmeter sensing aperture

Movable plate:

— insulating plate: to mount corona points (resistance to ground > 10" Q)
— earthed top surface: to shield fieldmeter

Earthed casing

Sample

Open-shielded backing

7 Earthed backing
NOTE All dimensions are nominal.

w N -

[o)J & IF N

Figure 1 — Example of an arrangement for measurement of dissipation of charge
using corona charging
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Une disposition type et des dimensions applicables de I'appareillage d'essai sont présentées
a la figure 1. D'autres équipements fournissant des résultats similaires peuvent étre utilisés.

L'ouverture d'essai pour le dép6t et la mesure de la charge déposée doit étre d'un diamétre
de 50 mm ou une ouverture quasi carrée de surface équivalente. Toutes les pointes a effet
couronne sont montées dans un cercle de diamétre de 10 mm sur une plaque amovible a
10 mm au-dessus du centre de l'ouverture d'essai. L'ouverture de détection a mesureur de
champ doit étre a 25 mm au-dessus du centre de la zone d'essai. Lorsque la plaque avec les
pointes a effet couronne est complétement enlevée, la surface d'essai doit étre libre jusqu'au
plan de I'ouverture de mesure du mesureur de champ.

4.3.2

Avec nt doit
reposdr directement sur sa surface. La feuille ou les matériaux soupfte i utenus
commg suit:

plaque
sai de
'ouverture. Un
doit étre ¢loigné

e, e matériau doit étre[monté
is erre.

NOTE [Sila charge se déplace plus aisément a ari sai_ de masse qu'au travers de sa|surface,

b)

le fait dd derriére la zone d'essai peut augmentgr le taux
de dissi : 5,aisément a travers la surface du matériau
d'essai, [alors le taux de dissipation de charge p nepldque de métal mise a la terre est util|sée, car
sa présg¢nce augmentera la ch ¢ . completement la dissipation de la charge du matériau
d'essai, [il est souhaitable d'effe ¢ ’s ¥ne plaque de métal mise a la terre en supportant

la zone f'essai.

D'un point de vue pratique SUPOE mis\a laxterreNteprésente un matériau en contact parfait avec une| surface
mise a |a terre, par gXemphg_un vétgme S justé au corps de la personne ou une surface de travdil sur le
niveau qupérieur d'c @ otal, Desymeésties \a/support ouvert représentent I'autre pratique extréme ou les
matériayx sont sépares/de nses a la texre, par exemple le bord inférieur d'un manteau ou d'ung blouse

qui pend loin du corps ¢é ¢ étement.

4.3.3 | Dépd

La chalrge ne &st obtenue avec un certain nombre de pointes de déchafge sur

: \ ymetre a 10 mm au-dessus du milieu de la zone d'essai. Lp taille
exacte § de charge sur le matériau ne sont pas bien définies, en parnticulier
avec des surfases plus conductrices, mais la disposition fournit un modele cohérent de
mesurgs dl temps de’décroissance et de charge déposée.

NOTE 1L Les tensions type pour les équipements de charge 3 effet couronne se situent entre S kV et 10 k

Le temps de dépbt par effet couronne doit étre au moins de 20 ms afin d'atteindre une tension
de créte initiale adaptée pour les mesures. Des périodes de dépdt excessives (plus de
quelques secondes) peuvent endommager le matériau.

Il convient de soumettre les matériaux a I'essai avec une polarité positive et négative.

L'équipement pour le dépbt de charge doit s'éloigner totalement de la région d'observation du
mesureur de champ en moins de 20 ms.

NOTE 2 Pour les tensions de couronne comprises entre 7 kV et 8 kV, le potentiel de surface initial avec des
matériaux a isolation relativement haute pourra atteindre 3 kV. Pour des matériaux a taux rapides de décroissance
de la charge, la tension initiale pourra étre bien plus faible — par exemple entre 50 V et 100 V seulement.
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A typical arrangement and relevant dimensions of the test apparatus is shown in figure 1.
Other equipment giving similar results may be used.

The test aperture for deposition and measurement of deposited charge shall be 50 mm
diameter or an equivalent area quasi-square aperture. All the corona points are mounted in a
10 mm diameter circle on a movable plate 10 mm above the centre of the test aperture. The
fieldmeter sensing aperture shall be 25 mm above the centre of the test area. When the plate
with the corona points is moved fully away, the test area shall be clear up to the plane of the
fieldmeter sensing aperture.

4.3.2 Containment of test material

With ap installed material, the test aperture in the instrument base plate shall

its surface. Sheet or flexible materials shall be supported as follows:

est dinectly on

a) for|testing materials with open backing, the material shall be ‘es i garthed
meftal base plate with an aperture aligned with the instrumep t with width
of at least 5 mm extending beyond the aperture. A shield over t : idg he test
arda shall be earthed and be at least 25 mm away over

b) for|testing materials against an earthed backing, the ialNg ptween
thg base plate and a flat earthed metal plate.

NOTE |[f charge moves more readily through the bulk gcing an

earthed |metal plate immediately behind the tes he other
hand, if [charge moves more readily across thg surfa ial_thejn ion may
decreasg if an earthed metal plate is used becayse i € 3 hin a full
understdnding of charge dissipation from the tesk mateci i vith and
without in earthed metal plate backing the test

In practical terms, earthed backing represents a in intima i , xample,
a garmgnt fitted close to the boOH 3 Q y . -backed

measurgments represent the &ther practical extre e teri dces, for
examplg, the bottom edge of a cos 3

4.3.3 Corona

Corona charging i i d wi mpber of discharge points on a 10 mm diameter| circle,
10 mi above thg\oN area. The exact size and distribution of chafrge on
the material is not i pafticularly with the more conductive surfaces, Hut the
arrangement ides cogsistent pattern of deposited charge and decay time
measufemen

NOTE 1 i or cokpna charging equipments are between 5 kV and 10 kV.

The cqgrona depqsition time shall be at least 20 ms in order to achieve an adequatg initial
peak vpltage for measurements. Excessively long deposition times (more than some seconds)
may darmage the material.

The materials should be tested with positive and negative polarity.

The equipment for charge deposition shall move fully away from the region of fieldmeter
observation in less than 20 ms.

NOTE 2 For corona voltages of 7 kV to 8 kV, the initial surface voltage with relatively high insulating materials will
be up to about 3 kV. For materials with fast charge decay rates the initial voltage may be much lower — for example
only 50 V to 100 V.
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4.3.4 Mesureur de champ

Le mesureur de champ doit &tre un instrument de type moulin a champ capable de mesurer le
potentiel de surface avec une exactitude de +5 V jusqu'a un niveau inférieur a 40 V avec un
temps de réponse (10 % a 90 %) inférieur 10 ms. La stabilité du zéro doit permettre la mesure
du potentiel de surface avec cette exactitude sur les temps de décroissance les plus longs a

mesurer.

Pendant le dépdt de charge a effet couronne et la mesure du temps de décroissance,
I'ouverture de mesure du mesureur de champ doit étre correctement protégée de tous
raccordements ou surfaces associées avec des alimentations haute tension de corona. Il ne

d0|t S trouver atlcun matariau icsalant antour de la régir\n citude antre lea mesureur de Champ

et 'ouyerture d'essai pendant le fonctionnement du mesureur de champ.

Toute jonisation résiduelle doit contribuer pour moins de 10 V a
surface¢ (une ionisation excessive peut étre supprimée par exempl
air). Cela peut faire I'objet d'un essai par des mesures sur
condugtrice.

4.4 Matériel en vue de I'utilisation d'une plaque de
441 Caractéristiques de conception physique

La disposition fondamentale et les di
la figufe 2.

9 IEC 1583/02

Légende

tiel de
rage a

rées a

1 Terre

2  Surface mise a la terre

3 Plaque conductrice

4  Sonde

5 Isolateur (la résistance d'isolement par rapport a la terre >10" Q)
6 Interrupteur

7  Alimentation a haute tension — limitation de courant

8 Mesureur de champ ou équivalent

9  Minuteur de décharge

F

igure 2 - Composants de moniteur a plaque chargée?

2 gj les différents composants sont intégrés dans un méme instrument, celui-ci est désigné moniteur a plaque

chargée (CPM).
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4.3.4 Fieldmeter

The fieldmeter shall be a field-mill type of instrument able to measure the surface voltage with
an accuracy of 5 V to below 40 V with a response time (10 % to 90 %) below 10 ms. The
stability of the zero shall allow measurement of surface voltage with this accuracy over the
longest decay times to be measured.

During corona charge deposition and decay time measurement, the fieldmeter sensing
aperture shall be well shielded from any connections or surfaces associated with corona high
voltage supplies. There shall be no insulating materials around the region between the
fieldmeter and the test aperture during the operation of the fieldmeter.

oltage

Any rgsidual ionization shall contribute less than 10 V to measuremen
\ s$ted by

(excesp ionization may be removed, for example, by using an air dam
measurements on a fully conducting test surface.

4.4 Apparatus for using a charged metal plate
441 Physical design features

The bgsic arrangement and relevant dimensions of the shown in figurqg 2.

P>
AN
9 IEC 1583/02
Key
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ground
Grounded surface

Conductive plate

Probe

Insulator (resistance to ground > 10" Q)
Switch

High-voltage power supply — current limited
Fieldmeter or equivalent

Discharge timer

Figure 2 — Charged plate monitor components?

2 |If the different components are integrated into one instrument, this is referred to as a charged plate monitor
(CPM).
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L'instrument pour mesurer la dissipation de charge des objets a I'essai est le moniteur a
plaque chargée (voir la figure 2). La plaque conductrice doit avoir les mesures 150 mm x
150 mm avec une capacité de 20 pF = 2 pF lorsqu'elle est montée dans le dispositif d'essai.
Le fil entre I'interrupteur et la plaque doit étre aussi court que possible.

Il ne doit y avoir aucun objet mis a la masse ou autrement plus proche que la dimension 4 de
la figure 3 de la plaque conductrice, a I'exception des isolateurs de support ou des contacts
plats, comme l'illustre la figure 3. La résistance d'isolement par rapport a la terre des
isolateurs doit étre >10'4 Q. La dimension 4 est sélectionnée pour atteindre la capacité
désirée. Lorsqu'elle est chargée a la tension d'essai souhaitée, la plaque conductrice isolée
ne doit pas decharger plus de 10 % de la tension d'essai en 5 min. Le temps de réponse du
dlSpOS lII UB bUth!IIIdllbe UUIl eue bUIIIdeIl pPOoUur Tresurcr dveo exauuu S IG§ lEIIbI)nS de
plaque| de charge.

NOTE |l convient que la capacité de la plaque et des fils soit déterminée conformé

IEC 1584/02

4.4.2 g’décroissance de la charge (7.4)

Le tenps>de deCroissance de la charge est la période destinée a réduire le potentiel de
tensio} plaque chargée a un niveau U, de tension défini inférieur, par exemple
il est npesuréde V a 100 V pour la polarité négative et positive (voir la figure 4).
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The instrument to measure the charge dissipation of objects under test is the charged plate
monitor (see figure 2). The conductive plate shall be 150 mm x 150 mm with a capacitance of
20 pF + 2 pF when mounted in the test fixture. The wire between the switch and the plate
shall be as short as possible.

There shall be no objects grounded or otherwise closer than dimension 4 of figure 3 of the
conductive plate, except the supporting insulators or plate contacts as shown in figure 3. The
resistance to ground of the insulators shall be >1074 Q. Dimension 4 is selected to achieve
the desired capacitance. The isolated conductive plate, when charged to the desired test
voltage, shall not discharge more than 10 % of the test voltage within 5 min. The response
time of the monitoring device shall be sufficient to accurately measure charging plate
voltages:

NOTE [The capacitance of the plate and the wires should be determined according to

3

C /4 D]

J
~ 4
gl (\
L \ AN L
AY
1
2 IEC 1584/02

4.4.2

The ch
plate t
positive or negative polarity (see figure 4).

narged
0 V for
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NOTE
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U, Isd = 12— I
Uo
1 1y
NOTE [The decay curve may or may not go down to 0 V.

5 84

Sampl
specifi

Figure 4 — Charge decay time

mpling

C applications.

ned for
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Annexe A
(normative)

Méthodes d'essai et procédures

Les méthodes d'essai et les procédures décrites dans la présente annexe sont essentiel-
lement destinées a étre utilisées conjointement avec la CEl 60340-5-1. Les principes
généraux peuvent avoir une pertinence pour d'autres applications.

A1 S$sal de decroissance de la charge pour des materiaux en

Pour lgs essais de décroissance de la charge sur les matériaux € bde de

chargg par effet couronne doit étre utilisée.

A1 Préparation de la surface d'essai

L'échantillon d'essai présenté pour l'essai doit étre

grand pour fouvrir
complétement le dispositif d'essai et il doit étre propre € -

poussiefe disperség.

Elimingr toute poussiére dispersée par un brossa r soufflage d'air sed. Si la
surface est a I'évidence contaminée, 0 S une>autre zone a l'esspi, soit
effectuer les mesures malgré la contaminati 3 igner les conditions fd'essai
"a I'étgt de livraison".

Pour lgs mesures de laboratoire, les e nettoyés selon les instructions du
fabricant. Les matériaux Atilisés— &t la méthode afférente doivent étre
consighés.

Pour Igs mesures gn
I'essai|sans ne @
lavage| de vétements N

cela gst pratique b
consigheés.

installées, les matériaux doivent étre soumis a
age fait partie du processus, par exenlple, le
ndre des mesures avant et aprés le nettoyage 1a ou
meéthode utilisés pour le nettoyage doivent étre

Eviter \ i : llons en les manipulant uniquement a l'aide de pincejtes ou

A.1.2

Faire fepaser l'ouverture d'essai sur la surface a soumettre a l'essai, mettre en plgce les
conditipns“de charge appropriées et effectuer le hombre exigé de mesures de décroigsance
de la charge.

Le matériel d'essai doit demeurer stable et ne doit pas étre perturbé sur la surface pendant la
durée de chaque mesure.

NOTE Le mouvement du matériel d'essai par rapport a la surface peut provoquer une charge triboélectrique qui
peut affecter les observations.

Effectuer les mesures a la fois avec les polarités positives et négatives.

Effectuer les mesures sur des matériaux en feuilles et en couches minces a la fois avec
support blindé ouvert et avec support a surface mise a la terre.
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Annex A
(normative)

Test methods and procedures

The test methods and procedures described in this annex are primarily intended for use in

conjunction with IEC 61340-5-1. The general principles may have relevance to other
applications.

A.1 [Charge decay test for textile materials

For charge-decay tests on textile materials, the corona charging met

A.1.1 | Test surface preparation

The tegt sample presented for test shall be big enough to coma re and
shall be clean and free from loose dust.

Remove any loose dust by gentle brushing or blowing™v face is
obviougsly contaminated, either test an alternative erial r make measurements
with the contamination present and repd

For laljoratory measurements, the mate turer’s
instructions. The materials used for cl

For megasurements in pragtic without
any “special” cleaning. ments,
measufrements should Is and
the method used f: cl

Avoid gontaminati hnds.
A.1.2 |Testing

Rest the test 3 face to be tested, set up appropriate charging conditions and
make th arge-decay measurements.

The test equipment shall remain steady and undisturbed on the surface for the durdgtion of
each nmpeasuremen

NOTE Movement of the test equipment relative to the surface can cause tribocharging which will affect
observations.

Make measurements with both positive and negative polarities.

Make measurements on sheet and film materials, both with open-shielded backing and with
an earthed surface backing.
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Au moins trois mesures doivent étre effectuées pour chaque ensemble de conditions d'essais
avec chaque échantillon. Le temps écoulé entre les mesures doit étre tel que la tension
superficielle baisse pour atteindre un niveau inférieur a 5 % de la tension initiale.

Toutes les mesures doivent étre effectuées en différents endroits.

A.1.3 Résultats

Les valeurs de temps de décroissance de la charge sont les temps mesurés nécessaires pour
que la tension superficielle baisse depuis la tension de démarrage pour atteindre une valeur
définie.

Les vﬂeurs de temps de décroissance de la charge citées doivent corre ondre laxmoyenne

des valeurs mesurées en conditions d'essai fournissant les temps de& d i s plus

longs.

S'il n'glst pas possible d'atteindre la tension superficielle initial¢ ion de

couronne d'au moins 7 kV, alors il faut consigner cet ension

superficielle réelle obtenue.

A1.4 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre au

— les|résultats d’essai (toutes les vale charge
selpn A.1.3);

— le nombre d'échantillons soumis a lless

- la t

- la

— les hne, la
dur

— l'in d'une
sur

- la elative au moment des mesures et la durge de
cof gsures normalisées en laboratoire;

- l'id rumehtation utilisée et la date du plus récent étalonnage ainsi que
du

A.2 décroissance de la charge au moyen de gants et de doigtiers

Pour les essais de décroissance de la charge sur des gants et doigtiers, un moniteur a lplaque

chargée et une dragonne doivent étre utilisés conformément a la CEl 61340-5-1. Pour la
procédure suivante, sauf accord contraire, toutes les valeurs techniques doivent étre
observées a 10 % pres.

A.2.1 Procédure d'essai pour les propriétés de décroissance de la charge des

doigtiers portés

Mettre une dragonne et la connecter a la terre.

)
2) Reéaliser I'essai a zéro selon la description de I'article A.4.
3) Charger un CPM pour atteindre 1 000 V.
4) Toucher la plaque chargée avec le doigt d'essai sans le doigtier (en portant une

dragonne), lever le doigt aprés 2 s et ne pas le rabaisser; mesurer le temps de
décroissance entre 1 000 V et 100 V en tant qu'essai de référence.
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At least three measurements shall be made for each set of test conditions with each sample.
The time between measurements shall be such that the surface voltage falls to below 5 % of
the initial voltage.

All measurements shall be made on different locations.

A.1.3 Results

The charge decay time values are the measured times for the surface voltage to fall from the
starting voltage to a defined value.

Charge-decay time values quoted shall be the average of the values measared under, the test
conditipns, which provides the longest decay times.

If it is hot possible to achieve the required initial surface voltage W&
least 7|kV, then this fact shall be recorded together with the act

A.1.4 |Test report
The tegt report shall include at least the following info

- tes’LresuIts (all values plus charge decay time adcording to A1.3
— number of samples tested;

— dafe and time of measurements;
- de

— cha
electrode dimensions,

ration,

— whether the sampl

-
M

— temperature and re

for|standard a
— ideptification o :

tioning

tion.

A.2

For ch t strap
accord values
shall b

A.21

1) Putena-wriststrap-and-connectito-ground-

2) Perform the null test as described in clause A.4.

3) Charge a CPM up to 1000 V.

4) Touch the charged plate with the test finger without a finger cot (wearing a wrist strap), lift

the finger up after 2 s and do not put it down again; measure the decay time from 1 000 V
to 100 V as a reference test.
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ttre un doigtier .

6) Charger un CPM pour atteindre 1 000 V.
7) Toucher la plaque chargée avec le doigt d'essai muni d'un doigtier (en portant une

dra
8) Me

gonne), lever le doigt aprés 2 s et ne pas le rabaisser.

surer le temps de décroissance pour atteindre 100 V.

9) Répéter les étapes 6) a 8) deux fois pour avoir trois résultats d'essai .

NOTE Si la lecture augmente encore aprées soulevement du doigt de fagon beaucoup plus significative que lors de
I'essai a zéro, il n'y a aucune décharge réelle de la sonde. La tension est en train d'augmenter puisque la capacité

entre le

doigt et la plaque diminue (suppression de charge).

A.2.2

Ré
Ch
To

Meittre une dragonne et la connecter a la terre.

Procédure d'essai pour les propriétés de décroissance de la ge de§ J;ants

portés

pliser I'essai a zéro tel qu'il est décrit a I'article A.4.
arger un CPM pour atteindre 1 000 V.

so
1

5) M
6) Ch
7) To
8) Me
9) Ré
NOTE

I'essai 3
entre la

A.2.3
Le rap

— les

- la t
— la description_et/oy I'identification du matériau a I'essai;

— les
esq

g trois, indiqués séparément);

esures;

gonne),

nce de

onne),

lors de
capacité

conditions u

aisy;

isées (par exemple, la polarité, la tension, le temps écoulé er]tre les

- la

température et I'humidité relative au moment des mesures et la dur

conditionnement pour les mesures normalisées en laboratoire;

— l'identification de l'instrumentation utilisée.

A3

Essai de décroissance de la charge pour les outils

ée de

Pour les essais de décroissance de la charge sur outils (par exemple, des tournevis ou des
pinces) un moniteur a plaque chargée et une dragonne doivent étre utilisés conformément a
la CEl 61340-5-1. Pour la procédure suivante, toutes les valeurs techniques doivent étre

observ

ées a 10 % preés, sauf accord contraire.
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5) Pu
6) Ch

t on a finger cot.
arge a CPM up to 1 000 V.

7) Touch the charged plate with the test finger wearing a finger cot (wearing a wrist strap),

lift

the finger up after 2 s and do not put it down again.

8) Measure the decay time to 100 V.

9) Re

NOTE

peat steps 6) to 8) twice to have three test results.

If the reading after lifting the finger up is significantly higher than at the null test, there is no real d

ischarge

of the probe. The voltage is just increasing since the capacitance between the finger and the plate is decreasing

(charge suppression).

A.2.2 | Test procedure for the charge decay properties of gloves as w,

1) Pug on a wrist strap and connect it to ground.

2) Pefform the null test as described in clause A.4.

3) Chprge a CPM up to 1 000 V.

4) Topch the charged plate with the hand flat, without glpveé lift the
hand up after 2 s and do not put it down again; meas from 1 000 V to
100 V as a reference test.

5) Pugon a glove.

6) Chprge a CPM up to 1 000 V.

7) Touch the charged plate with the lift the
ha

8) M

9) Repeat steps 6) to 8) tw

NOTE |f the reading after lifting 3 is signii igher than at the null test, there is no real d|scharge

of the pfobe. The voltage i ] 2 ftance between the hand and the plate is defreasing

(charge [suppression).

A.2.3 |Test repor;

The te

— tes

— dat

- de

— conditions-used (for example, polarity, voltage, time between tests);

— temperature and relative humidity at time of measurements and duration of condiltioning
forlstandard |aboratory measurements;

- ide

A3

ntification of instrumentation used.

Charge-decay test for tools

For charge-decay tests on tools (for example, screwdriver or pliers), a charged plate monitor
and a wrist strap according to IEC 61340-5-1 shall be used. For the following procedure all
technical values shall be observed within 10 % or as otherwise agreed.


https://iecnorm.com/api/?name=11ad5f1302f78e70ba6c969fd554ef43

- 28 - 61340-2-1 O CEI:2002

A.3.1 Procédure d'essai pour les propriétés de décroissance de la charge des outils

1) Mettre une dragonne et la connecter a la terre.

2) Réaliser I'essai a zéro tel qu'il est décrit a 'article A.4.

3) Charger un CPM pour atteindre 1 000 V.

4) Toucher la plaque chargée avec la main sans outil (en portant une dragonne), soulever la
main aprés 2 s et ne pas la rabaisser; mesurer le temps de décroissance de 1 000 V a
100 V en tant qu'essai de référence.

5) Mettre I'outil a I'essai dans la main.

6) Ch rger un CPM pour atteindre 1 000 \V/

7) Toucher la plaque chargée avec l'outil placé dans la main (port onne),
solilever I'outil aprés 2 s et ne pas le rabaisser .

8) Mesurer le temps de décroissance pour atteindre 100 V.

9) Répéter les étapes 6) a 8) deux fois pour avoir trois résulta

NOTE [Si la lecture augmente encore aprés soulévement de I'outil de i icative [que lors

de l'esspi a zéro, il n'y a aucune décharge réelle de la sonde. La ténsion est i isque la

capacit§

A.3.2 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre au/mimi divantes:

NOT

les|résultats des essais (les trois, ind

la tate et I'neure des mesures;
la i i

les : 3, la tension, le temps écoulé entre les
esgais);

la |températ hd It -
corjditionneme laboratoire normalisées;

I'identification de

au moment des mesures et la durge du

Essaja
Meitts
Toucher e PM avec lI'objet en essai de la méme maniére que pour le vgritable
esgai. Vei : pucher uniquement et a ne pas le frotter sur le CPM.
Isoler’ }a-plaque.
Levertobjetemessaidetaptaque:
Lire la tension sur la plaque.
Il s'agit de la tension produite par la séparation de I'objet en essai et de la plaque. Elle

doit étre consignée dans le rapport final.

E Les lectures de tension peuvent étre affectées par la triboélectrification. Cette procédure détermine si la

charge triboélectrique apporte une contribution significative aux valeurs de tension. Il convient de consigner la
tension de I'essai a zéro avec les données d'essai.


https://iecnorm.com/api/?name=11ad5f1302f78e70ba6c969fd554ef43



